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Stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametréw dynamicznych i statycznych diod szybkich
Laboratory stand for measurement of dynamic and static parameters of fast diodes
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Cel, geneza i zakres pracy
Celem pracy jest projekt i konstrukcja stanowiska do pomiaru statycznych i dynamicznych parametrow
szybkich i ultraszybkich diod mocy.

Szybkie diody mocy sg istotnym sktadnikiem impulsowych przeksztattnikow elektronicznych. Ich parametry
statyczne i dynamiczne w znaczacy sposob wptywajq na osiagi catego ukfadu: maksymalng czestotliwos¢
przetaczania, sprawnos¢, poziom emisji zaburzen itd. W Katedrze prowadzonych jest szereg badan
przeksztattnikéw impulsowych, dotyczacych miedzy innymi wplywu poszczegdlnych elementdw na parametry
uktadu. Mozliwo$¢ tatwego pomiaru wszystkich istotnych parametréw stosowanych diod jest tu bardzo
istotna.

Zaprojektowane i skonstruowane stanowisko powinno umozliwia¢ badanie diod szybkich i ultraszybkich (czas
odzyskiwania zdolnosci zaworowych rzedu kilkudziesieciu nanosekund) o maksymalnej mocy znamionowej
odpowiadajacej obudowie TO247 lub najmniejszym obudowom $rubowym (prady do kilkunastu-
kilkudziesieciu amperéw) i maksymalnej wytrzymatosci napieciowej 600 V. Wymagana funkcjonalnos¢
obejmuje co najmniej pomiar charakterystyki statycznej stanu przewodzenia (wraz z napieciem progowym i
rezystancjg dynamiczng), charakterystyki statycznej stanu zaworowego, tadunku przejsciowego przy
wytaczaniu, maksymalnego napiecia przy zataczaniu oraz czasu wytaczania (odzyskiwania zdolnosci
zaworowych) i czasu zafaczania. Uktad powinien by¢ skonstruowany w sposdb zapewniajacy jak najwiekszg
tatwosc¢ i doktadnos$¢ pomiaru (np. minimalizacja indukcyjnosci pasozytniczych).

Pomiary bedg wykonywane metoda impulsowa, tzn. przez wymuszanie bardzo krétkich impulséw pradu lub
napiecia. Z tego wzgledu proponuje sie zasilanie obwodu mocy z baterii kondensatoréow, wymagajacej
jedynie podwyzszenia napiecia zasilania (uzyskiwanego przez prostownik z sieci 230 V lub z zasilacza
napiecia statego 60/120 V), jednak przy znikomym poborze pradu.

W pomiarach parametrow dynamicznych wymagana jest duza doktadno$¢ pomiaru szybkozmiennych
przebiegéw. Proponuje sie wiec, aby uktad wytwarzat — poprzez odpowiednig topologie i sterowanie —
przebiegi pradow i napie¢ niezbedne do pomiaru okreslonych parametréw, zas sam pomiar odbywat sie
poprzez rejestracje przebiegéw za posrednictwem oscyloskopu i ich przetworzenie w komputerze za pomocq
funkcji zaimplementowanych przez dyplomanta w programie Scilab.

Mozliwos$¢ poszerzenia lub modyfikacji zakresu

Implementacja (w pakiecie obliczeniowym) funkcji umozliwiajacych statystyczng analize wynikéw dla wielu
egzemplarzy danego przyrzadu oraz utatwiajacych wyznaczanie zaleznosci mierzonych parametréw od
warunkéw pracy przyrzadu. Zatozenia liczbowe mogq zostac zweryfikowane po wstepnej analizie
przeprowadzonej przez dyplomanta.

Pozadane umiejetnosci na poziomie programu studiow
Obstuga aparatury pomiarowej. Projektowanie i konstrukcja uktadéw elektronicznych.
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Noty aplikacyjne, karty katalogowe i materiaty szkoleniowe udostepniane przez producentéw przyrzadow
pOtprzewodnikowych mocy.



